
TestStation LX™ インサーキット テストシステム
最高品質インサーキットテスト

主要機能

■ テストピン数
256ピン〜7680ピンまで
の構成が可能

■ 大型、複雑かつ高度
に統合されたPCBの
テストが可能。

■ SafeTest™ プロテク
ションテクノロジ
による、安全性、
精度かつ信頼性の高
い電気テスト

■ パワフルなCAD プ
レパレーション
および自動プログラ
ム開発ソフトウェア

■ 高度なデジタルサブ
システムおよび
アナログサブシステ
ムを使った総合的な
障害検出

■ 抜群の診断精度

■ 高テストスルー
プット

TestStation LX システムは、量産エレクトロニクス
メーカーに、最新のPCBテクノロジにおける、信
頼性の高い高品質なテストを提供する、費用対効
果の高いインサーキットテスト ソリューション
です。256〜7680 テストピンまで構成可能で、市場
において最も処理能力の高いインサーキットテス
ト ソリューションです。TestStation LX システムは、
SafeTest プロテクションテクノロジとターンキーテスト
プログラミング環境を備え、すべての228X および
TestStation インサーキットテスタから、追加費
用または新たなプログラム開発を必要とせず、テ
ストプログラムおよびテストフィクスチャーを直
接転送することが可能です。また、TestStation LH
テストシステムおよびスタンダードサイズ テス
トシステム (3840 ピンレシーバー) フィクスチャーと
プログラムは、容易に TestStation LX プラット
フォームに転送することが可能で、時間短縮、コ
スト削減を実現します。

総合的な障害検出
TestStation LX システムで電源を使用しないテスト
機能には、ショートおよびベクタレスオープンズ、
アナログ値の試験が含まれます。電源使用の
テスト機能には、デジタルデバイスのベクトル
試験、アクセス箇所を低減したバウンダリ・ス
キャンの試験、高速FLASH デバイスおよび高速ISP
デバイスのプログラミング、周波数およびタイムイ
ベント計測、同期混合シグナルデバイスのテスト、
機能クラスタの試験が含まれます。テストは
Teradyne社のD2B CAD プレパレーションソフトウェ
アを使って自動的に生成されるか、あるいはシン
プルかつパワフルなプログラミング言語を使って
手動で生成することができます。Teradyneの高品質
テストソフトウェアは、プログラムを分析し、テ
スト障害カバレッジを示し、追加デバッグが必要
と考えられる信頼性の低いテストを識別します。

精度、信頼性、安全性の高いテスト
特許を取得した UltraPin™ ドライバ / センサー
テクノロジを装備した SafeTest プロテクションテ
クノロジが、確実な電圧精度とバックドライブ電流
計 測 に よ り 、今 日 の 電 圧 に 敏 感 な 低 電 圧
テクノロジに、精度かつ信頼性の高い、安全な
電源使用テストを提供します。ロジックレベル
およびバックドライブ電流、バックドライブ時間
しきい値は、すべてピンごとにプログラム可能
で、有害な電圧および電流がボードに（たとえ
欠陥があるボードであっても）流れることを確
実に防ぎます。マルチレベルのデジタル絶縁
ソフトウェアが、操作しているネットに自動
的にデバイス出力を分離し、バックドライブ状態
を最小限化し、バックドライブした出力のロジック
状態が突然変わった場合に発生する有害な電圧
スパイクを防ぎます。特殊デジタルコントローラ
はバックドライブ電流時間を最小限にとどめ、オン
ボードアクティビティから起こる電圧スパイク
の発生を減らします。

抜群の診断精度とテストスループット
クローズドループの低インピーダンスドライバ
は、障害が起きても精度を維持するため、他に
類を見ない診断精度を実現します。また、プロ
グラム可能な独自のバックドライブ計測機能と
コントロール機能が、他のインサーキットテスタ
で検出されなかった欠陥の可能性があるピンおよ
び周辺出力トランジスタを検出します。特許取
得 診 断 ア ル ゴ リ ズ ム SoftProbe™ お よ び
BusBust™、Adaptive Patterns は、不必要なボード
の修復を最小限にとどめ、障害リポートをなく
すように設計されています。

Teradyne の

TestStation LX は、

精度および信頼性、

安全性の高い電気

テストを提供します。






